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Figure 1

(57) Abstract : The present invention relates to a
microscope device for inspecting structured objects,
said microscope device including: a camera (1); an
optical imaging means (2) capable of producing, on the
camera, an image of the object according to a field of
view, and including a distal lens (3) arranged on the side
of the object (4); and a low-coherence infrared
interferometer (5) including a measurement beam
capable of producing measurements by means of
interferences  between  retroreflections of  said
measurement beam and at least one separate optical
reference. The device also includes coupling means (7)
for injecting the measurement beam into the optical
imaging means in such a way that the beam passes
through the distal lens, and the low-coherence infrared
interferometer is balanced in such a way that only the
measurement beam retroreflections, taking place at
optical distances close to the optical distance covered by
said beam to the object, produce measurements.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un
dispositif microscope d'inspection d'objets structurés
comprenant une caméra ( 1 ), des moyens optiques
d'imagerie ( 2 ) aptes a produire
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sur la caméra une image de l'objet selon un champ de vue et comprenant un objectif distal ( 3 ) disposé du c6té de l'objet ( 4 ), et
un interférométre & faible cohérence infrarouge ( 5 ) comprenant un faisceau de mesure apte & produire des mesures par
intertérences entre des rétro - réflexion dudit faisceau de mesure et au moins une référence optique distincte. Le dispositif
comprenand en outre des moyens de couplage ( 7 ) permettant d'insérer le faisceau de mesure dans les moyens optiques d'imagerie
de telle sorte qu'il traverse l'objectif distal, et 1 ' interférométre a faible cohérence infrarouge est équilibré de telle sorte que seules
les rétro - rétlexions du faisceau de mesure ayant lieu a des distances optiques proches de la distance optique parcourue par ledit

faisceau jusqu'a 'objet produisent des mesures.



